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前言

　　集成电路测试技术是集成电路产业链中不可缺少的一个环节，在国内，该技术处于刚起步阶段，
随着国内集成电路设计水平的不断提高，测试问题越来越成为限制产品上市时间的瓶颈。
　　在集成电路测试技术中，我国无论在技术发展、机器制造、人才培养方面，都满足不了产业的要
求，针对此问题，北方工业大学开始了集成电路测试人才的培养探索，在没有相关模式借鉴的条件下
，摸索出了一套人才培养方案，并已经顺利实施，所培养的人才呈现供不应求的局面。
　　在集成电路测试专业的建设中，得到了产业界的大力支持和帮助，尤其是南瑞集团的叶国樑先生
与编著者进行了多次有益的探讨，为本专业建设提供了很多宝贵意见，在此表示最诚挚的谢意。
五年来，在北京市教委和北方工业大学的大力支持下，北方2T_业大学微电-子中心的全体教师在该方
向上进行了孜孜不倦的探索，在此特别向这些同事表示感谢，他们是张晓波、杨兵、鞠家欣、张静。
　　特别感谢北京市科委的科技新星计划的支持，在该计划的支持下，笔者2007年岁末到美国明尼苏
达大学进行了学术访问，为本书的顺利完成提供了保障。
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内容概要

　　《集成电路测试技术基础》包括数字集成电路测试技术、模拟集成电路测试技术、数模混合集成
电路测试技术三大部分内容，主要介绍逻辑数字集成电路测试、时序数字电路的测试、内嵌自测试的
原理和方法、模拟集成电路测试技术、混合信号测试技术。
另外，《集成电路测试技术基础》配有一张DVD演示光盘，主要介绍的是混合信号集成电路的测试原
理和方法，包括混合信号测试系统的硬件组成、硬件连接及操作、LabVIEW软件的使用等，与图书文
字内容相辅相成，以助于深化理解测试的概念。
　　《集成电路测试技术基础》适用于集成电路测试领域的技术人员阅读，也可作为微电子专业本科
生和研究生的教材。
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章节摘录

　　第1章 数字集成电路中常见的故障　　1.1 基本概念　　首先澄清一个概念，即“失效”和“故障
”的区别，当电路所表现出来的性能与原来设计的不一致时，称为“电路失效”，而“故障”则指的
是电路内部的物理级缺陷，它可能导致电路失效，也可能不导致电路失效。
　　对一个电路中的故障可以从它的特征、故障值、范围和持续时间等几方面来描述。
　　①故障的特征可以分为逻辑的或非逻辑的两种，其中逻辑故障会影响电路中某点的逻辑值，从而
改变电路的逻辑状态；而非逻辑故障则是指其他的故障，包括时钟信号失灵、电源电压没加上等。
　　②故障值，在电路中某点所发生的逻辑故障值表示故障所产生的错误逻辑值是固定的还是可变的
。
　　③故障范围，用来定义故障对电路的影响是局部的还是可传播的，局部故障只影响单一点的数值
，而可传播故障则影响的范围更广泛一些，例如逻辑故障属于局部故障，而时钟失灵故障则是可传播
故障。
　　④故障持续时间，指的是故障是暂时的还是持久的。
　　1.2 故障模型　　在电路中故障的发生可能是由于元器件内部缺陷、信号线断裂、线连接与地或电
源短路、信号线之间短路、延迟时间过长等原因导致的，像一些设计过程中的设计规则冲突、设计错
误等都会导致故障。
Faulkner等人发现由于设计规则冲突等导致的特定故障在电路级芯片中只占总体故障的10％左右，而到
系统级时这种故障达到44％
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